
纳米颗粒分析仪
SZ-100V2系列



以先进的技术简单而精确地呈现纳米粒子尺寸及分散体系的稳定性，为您开启纳米科技前进之门！

纳米技术的研发是一个持续不断的过程，在分子和原子水平上控制物质
以获得更新、更好、更先进的材料和产品。

为了得到效率更高性能更好的产品，并减少能量的消耗，

简单操作即可对纳米颗粒进行多参数分析！

粒径测量范围 0.3nm ~ 10μm
SZ-100V2系列采用动态光散射原理 (DLS)测量粒径大小及分布，实现了超宽浓度范围的样品测量，
不论浓度是 ppm级还是高达百分之几十，均可准确测量。可使用市售样品池。测量微量样品也极
为方便。

Zeta电位测量范围 −500 ~ +500mV 
使用 HORIBA独创的微量样品池，样品量仅需 100 µL。通过 Zeta电位值可以预测及控制分散体系的稳定性。
Zeta电位越高意味着分散体系越稳定，对于配方研究工作意义重大。

分子测量范围 1×103 ~ 2×107

通过测量不同浓度样品的静态散射强度并通过德拜记点法计算绝对分子质量 (Mw)和第二维利系数 (A2)。

SZ-100V2系列超高的智能化和学习能力可以快速为您确定纳米粒子的特性！
● SZ-100V2系列可测量的样品浓度范围很广，所以几乎无需对样品进行稀释和其他处理。独特的双光路系统 (90°和 173° )设计，既能对高浓度样品进行测量，如
釉浆和颜料，也能测量低浓度样品，如蛋白质和聚合物。

●将表征纳米粒子的三大参数的测量融于一体：粒子直径、Zeta电位和分子量。
● HORIBA开发的一次性 Zeta电位测量样品池可杜绝样品污染。专用超微量样品池 (最小容量 100 µL)简单易用，且适合分析稀释的样品。
● HORIBA研发的 Zeta电位专用石墨电极，可用于测量强腐蚀性的高盐样品。

系列纳米粒度分析仪SZ-100V2



SZ-100V2

轻松测量 将样品注入样品池，然后将样品池放入仪器 紧凑的机身设计使得在各种实验室环境下安装成为可能



粒径测量原理
SZ-100V2采用动态光散射技术测量粒径，通过测量粒子的散射光强度随时间的波动。纳米粒子的布
朗运动引起光强的波动，对其进行统计分析可与粒子的扩散相联系。由于布朗运动的激烈程度与粒径
大小显著相关，从而可以建立粒径与散射光强度波动的关系。采用 SZ-100V2将使得此种测量技术更
快速可靠。

自相关函数的测量是通过对比时间 t与 t+τ 时散射光的强度来实现的。在极短的时间间隔里，粒子的
运动很微小因此散射光强度的变化也很小，所以自相关函数的值很大 (接近于 1)。如果延迟时间很长，
粒子的运动相对显著，自相关函数的值也相对较小。此函数值与散射光强度的时间平均值有关。自相
关函数值的变化速度对应于粒子的运动速度，因此也对应于与粒子的大小。测量得到的自相关函数通
常呈指数级的减小，体系的扩散系数可以通过下式求得：

● 纳米粒子扩散示意图 ● 自相关函数与粒径的关系

◎ HORIBA独创的光学系统

高灵敏性的光学元件
使用动态光散射法实现准确而快速的粗径测量的关键是使用高能的激光光源和灵敏的探测器。
HORIBA使用绿色激光光源。散射光强度与激光波长的四次方成反比，因此使用绿色激光作为
光源将比使用红色激光获得更强的信号强度 (波长更短 )。同时采用对绿色激光更加敏感的光电
倍增管 (PMT)，而不是雪崩式二极管 (APD)。此外，与 APD相比 PMD的死时间更短，因此动
态范围更宽。

执行标准
SZ-100V2系列遵照 ISO 13321:1996和 JIS Z8826：2005标准。

自动选择合适的测量条件
仪器提供多种测量参数，并可根据获得的样品信息自动选择测量条件以及避免用户进行误操作。

● SZ-100的三角度光学系统实现了超宽浓度范围的样品测量。

● 仪器根据样品浓度自动选择光路组合。

高浓度样品 

检测器检测靠近样品池壁的样品的背散射光强度
以尽量减小多重散射的影响

检测器检测直角方向的散射光以消除杂散光的干
扰并增加信噪比

低浓度样品 



Zeta电位测量原理
(激光多普勒电泳法 )

分子量测量原理
◎ 电泳法

◎ 产品特点

处于悬浮液中的纳米粒子和胶体粒子大多表
面带有电荷。当电场作用于液体时，带电粒
子将会在电场的影响下运动。运动的方向及
速度与粒子的带电量、分散介质和电场强度
有关。

通过观察散射光的多普勒频移从而测量粒子
的运动速度。粒子的运动速度与粒子剪切面
上的电位 (即 Zeta电位 )成正比，因此可以
通过测量粒子在电场作用下的运动而得到粒
子的 Zeta电位。

带电粒子在电场中的运动被称作电泳，SZ-100所采用的是激光多普勒电泳法。使用己知折射率 (n)、
粘度 (η)及介电常数 (ε)的液体分散样品粒子，使用波长为 λ的激光照射分散好的样品并同时施加一个
强度为 E的电场。粒子在电场的作用下开始运动，使得散射光发生多普勒频移 (正比于粒子所带电量 )。
通过测量 θ角度上的散射光的多普勒频移从而得到粒子的运动速度 V。电场强度除以运动速度 (V/E)
得到电泳的迁移率，通过普遍采用的 Smulo-chowski/l奠型即可得到样品的 Zeta电位。

不仅仅是微观粒子，宏观物体如样
品池或毛细管壁在与分散介质接
触时也会携带电荷。由于静电引
力，与样品池或毛细管壁携带相反
电荷的离子将在池壁上累积。

在 Zeta电位的测量过程中这些离
子将会在电场作用下运动，引起
流体整体运动，该现象称为电渗。
电渗将干扰样品粒子的运动从而
影响 Zeta电位的测量。HORIBA
通过减小电极之间的距离，最小化
了电渗效应从而最大化了仪器的
灵敏性。

SZ-100采用两种方法来测量大分子如聚合物、蛋白质和淀粉等的分子量。第一种方法采用动态光
散射得到的粒径信息和Mark Houwink方程。第二种方法是德拜记点法。

● Mark Houwink Sakurada公式只需确定选定的聚合物一溶液系统的两个经验常数，指数 α与指
前因子 K，即可建立扩散系数 (通过动态光散射得到 )与分子量之间的关系。如果 SZ-1 00的数据
库中不包括这两个经殓常数，测量者可自行加入新的常数以完成快速测量。此方法的优势在于不需
要准确的知道体系的浓度。

●德拜记点法须首先测量一系列已知浓度溶液及纯溶剂的静态光散射强度。得到的散射光强度作为
浓度的函数可以拟合成一条直线，将直线外推到浓度为零即可得到分子量的倒数。下图为典型的测
量实例。

样品使用量极小，方便了珍贵或稀有样品的测量。

先进的信号处理系统可以将光学信号高效地转换为电泳迁移率及 Zeta电位，无需人工计算或比对
粒子运动速度。

独特的样品池设计最小化电渗效应，增强了测量的灵敏性。



操作者只需选择测量模式 (粒径、Zeta电位或者分子量 )，测量界面出现后放进样品即可开始测量。
SZ-100系列的操作使用非常简捷。
21CFR Part11软件可根据用户需求选配。

测量条件可由操作者手动设置，或将一系列条件存储为导航程序，操作者只需点击一个按钮即可执行测量。

为保证产品的顶级表现，HORIBA执行全世界最严格的质量控制体系。
每台仪器出厂前，HORIBA都会按照下表，采用标准样品来确认测量的
准确性及重现性。

如下表所示，采用可溯源的 NIST聚苯乙烯标准颗粒进行粒径测量准确
度的校准。

使用 HORIBA指定的胶体硅样品进行测量，可以保证 Zeta电位测量值
在 -75mv和 -40mv之间。6次重复测量的变异系数不大于 10%。

使用聚苯乙烯标准样品 (分子量 96,000)进行测量，误差在±10%以内。

软件将引导操作者设置导航程序，并可为以后的快速测量指定一个按钮。

软件系统将按照选定的测量条件和步骤执行测量并创建一个导航文件。

● 快捷简单的操作

● 测量的准确性

● 轻松设置导航程序

软件特点 仪器性能操作简单 功能强大

粒径

Zeta电位

分子量
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